X-Ray Difraksiyon Analizlerinde Standart Sapma
Yontemi Uygulamasi ile Plajiyoklaslarm Anortit
Yuzdelerinin Belirlenmesi

The determination of the anorthite content of plagioclases by the application of the standart
deviation method to the oc-ray diffraction analyses

SALIM GENC K.U. Jeoloji Miihendisligi Béliimii, Trabzon

UZ i Plajiyoklaslarm anortit yiizdelerinin x-ray difraksiyon analizleri yardimiyle belirlenmesi yaygin olarak
kullanilan bir yontemdir, Bu analizlerin yapilmasinda kontrolii saglamak i¢in "standart sapma" diye bilmen
ve okumalarda hata oranmi ortaya koyarak yapilan iillemlerin dof ruluk derecesini gosteren yontemden yarar-
lamlabilir. Bu yontem burada, (CuK,) radyasyonu ile ¢ahi§an bir Philips difraktometresiyle analiz edilen ve
(131) ve (131-) yansimalarn igin grafik def erleri kullanilan bir kayac oOrnegine uygulanmakta ve bu yolla
plajiyoklaslarm anortit yiizdesi belirlenmektedir,

ABSTRACT : The determination of the anortMt© contents of plagioclaieg by x*ray diffractton analyses is an
extensively used method'. In order to control the results obtained during these analyses, the method known as
"standart deviation" Indicating the rate of error in readings amd showing the degree of precisene§s of the
procedure to progress, may be utilized, TMs metbod here, is applied to a rock sample analysed» by a Philips
diffractometer using (OuK ;) radiation, for the purpose of employing the graphical values of its (181) and
(131-) reflectMtm, and in this way the anortMte content of the plagioclascs is dctcriiiinctl,
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UiBtS

X-ray difraksiyon analizlerinden yararlanilarak
plajiyoklaslann ayirtlanmasi cesitli yazarlar tarafindan
tarti§ilmi§tir, Bu tartilmalar laboratuvar cali§malarm-
da elde edilen, plajiyoklaslara 6zgii difraksiyon model-
lerinin (grafiklerinin) plajiyoklasm amortit yiizdesine
ba#l1 olarak konum ve yefinlik bakimmdan degisiklik
gostermesi temeline dayanir. Gay (1953) Ab,, An,
—A b, An,,, serisi icinde bulunan bir #M plajiyoklas or-
neginin difraksiyon modellerini inceledi ve bu yolla her
modelin 6zelliklerini 6rnefin bilegimi ve. olusabilecegi 1s1
kosullar1 agisindan irdeledi, Goodyear ve Duff in (1954),
olasili olarak dusiik 1s1 kokenli ve Jeokimyasal olarak
analiz edilmis plajiyoklaslarla yiiksek 1stya ‘dzgii plaji-
yoklaslar1 inceledi ve anortit yiizdelerinin belirlenebilme.
si icin baz1 diyagramlar onerdiler, Aymi yazarlar daha
sonraki incelemeleri (Goodyear ve Duffin 1955) sonun-
da da yeni diyagramlar Onererek plajiyoklaslarin X-ray
difraksiyon yontemiyle ayirtlanabilmesme katkida bu-
lundular. Benzer nitelikli ¢aligmalar sonralart Smith
(1956), Smith ve Yoder (1956), Slemmons (1962),
Bambauer et. al (1965), ve Bambauer et. al. (1967) ta-
rafindan siirdiiriildii ve konu etraflica ele alindi.

Her nekadar bu yazarlarm tiimii plajiyoklaslann
anortit yiizdelerinin bulunmasi icin cesitli yontemler 6-
nermiisede hi§ birisi bu amacla yapilan laboratuvar
calismalarinin dofruluf unu denetlemeye ili§kin herhan-
gi bir yontemden s6z etmemislerdir, Halbuki yapilan
islemin dofruluk derecesinin ve buna bafli olarak ula-
lilan sonucun ne derece duyarli oldugunun bilinmesi so-
fu kez biiylik yararlar saflar, I§te bu yazida —Geng
(1977)»de de kisaca definildlfi gibi— x~ray difraksiyon
analizlerinin dof ruluf unun standart sapma yontemiyle
nasil denetlenebileeef i ele alinacak ve bu konu Bamba-
uer et. al. (1967) tarafindan verilen ve anortit yiizdele-
rinin belirlenmesi i¢in kullanilan diyaframlarin birisiyle
birlikte bir Omek lizerinde aciklanacaktir,"

YONTEM VE "UYGULAMA

Yukarida sozii edilen diyagram (131) ve (131-)
ylizeyleri kullanilarak ve 2e (GuKoCj) = 21°—37° de-
ferleri i¢in hazirlanmistir (sekil 1), Bu nedenle 6rnek
olarak secilen kayag, pudra haline getirildikten sonra
analiz icin (CuKcc)) radyasyonuyla c¢ali§an bir Philips
difraktometre aleti kuliamlmii ve Oornek, aletin 1 dere-
ce/dakika ve 2 derece/dakika ¢alisma hizlarinda ve
20 = 20 — 40 derece arasinda olacak sekilde lig kez
analiz edilmiftir, Ba§ka bir deyimle, Ornefiti pudrast
Philips difraktometresiyle analiz icin kullanilan Al cer-
cevelerden, birbirinin ayni olan UQ tanesi iizerine kap-
lanmii ve her cercevedeki pudra ayri ayn analte edil-
mistir. Sonugta elde edilen ortalama déferler igin gecerlii
standart sapmalar Moroney (1975) tarafindan tanimla-

2<X1l —X-)B
nan yénteme gére ve ss = —_+- — — - formiilil

uygulanarak bulunmustur, Bu formiilde :

S “ standart sapma (numune sapmasi),
X =2e = Yansima acis1 (Bragg acisi), Aynl
bir (131) veya (131=)  yiizeyi icin defigilt
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Sekil 1: (CuKq,) radyasyonu ile c¢ahsan bir x.ray
difraktometresiyle analiz edilen bir kayag
srnegindeki plajiyoklaslarm amortit yiizdele-
rinin  bulunmasmda kullamlan ve (131),
(181-) yansimalar i¢in hazirlanan model
diyagram (Bambauer ve digerleri 1967’ den
kismen degigtirilerek ahnmistir),
Kisaltmalar :

Alb, = albit, Oli, = oligoklas,
And, = andezin, Lab, =labradorit,
Bit, = bitovnit, An, = anortit,

Figure 1: Model diagram prepared for (131), (181-)
reflections for using in the determination of
anorthite content of plagioclases in a rock
sample analysed by an x-ray diffractometer
utilizing (CuKq,) radiation (partly mpdified
from Bambauer etf, al, 1967),
Abbreviations;

Alb, = albite, Oli, = oligoclase,
And, = andesine, Lab, = labradorite,
Bit, = bytownite, An, = anorthite,

Ug analizden elde edilen def erlerden (grafik-
lerden) alinir, 6rnefin Sekil 2-a, b» c'deki
grafikler (131) yiizeyi icin 31,20 derece,
31,30 ve 31,20 derece def erlerini, (131-)
yiizeyi iginse 30,15°, 30,10° ve 30.00" defer»
lerini verir,

X- '« farkli okumalarin ortalama def eri,
. .. okuma sayist (Ornefimizde numune 3 kes
analiz edildifi i¢in n-3).
Bu duruma gére |imdi (131) yiizeyino ili|kin oku-
malar lein s def erini bulalim:
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Sekil % i Flajiy oklaslann anortit yiizdelerini belirlemek awiaeiyle x-ray difraktometeesiyle analiz edilen bir
tonalit Orneginden eMe edilen (181) ve (13+) tepecikleri ile bunlara karsilik gelen %Q agilarini

gosterir grafikler (Geng Idil'den alinmustir)

Figure % Graphes showing the peaks of (181) and (d4S1) reflections with accompanying %B angles

obtained from a tonalite sample analysed by x-ray diffractometer for the purpose

of determining

the anorthite contents of plagiwlases (after Geng 1977)

Xi = 20 X- Xi—X- (Xi—X-)2
31.20 —0,04 0.0016
31.30 — > 31.24 0.08 0.0036
31.20 —004 4+ 0.0016

0.0068
3 (X1—X~)2 0.0068
82 = = = 00023

n 3
8 =/ 0.0028 ———> 5 = 0,045

Béylece (131) ylizeyi icin Xi = 20 = 31.24 derece dege-
ri 0.045'lik (s) degerini icermektedir yani X- = 31.24 ==
0,045 dir,

Aym iglemler (131-) ylizeyi igin yapihirsa:

Xi= 20 K- Xi—X- (Xi—X-)2
30,15 0.07 0.0049
30.10 ————3 30,08 0,02 0,0004
30.00 —0,08 4+ 0.0064

0,0117
0.0117-
52 = = 0.,0039
3

5 = +/ 00039 = 0,06 ——— X~ = 30,08 = 0.06
olur,

Alman bu Omekte X- igin bulunan standart sapma
degerleri ¢ok Kkiiciiktiir ve bu nedenle de goz Oniine
alinmayabilirler. Bununla beraber ef er standart sapma
miktarlar1 ortalama X- degerlerini etkileyecek kadar
bliyiik olsaydi bu, kayac 6rnegindeki anortit yiizdesinin
farkli bulunmasina neden olacak ve sonu¢ta numune-
nin yeniden difraktometre ile analiz edilmesi gerekecek-
ti, Bu duruma gore Ornekte bulunan  {%-)
def erlerini yani (131) igin 31,24 derece ve (131-) igin
30,08 dereceyi, kayac. orneginin igerdifi  plajiyoklasm
anortit yluzdesini bulmada kullanabiliriz, Bu amagla
3C-(,,) ve X-(,~) arasindaki fark hesabedilir ve
bulunan deger sekil 1'deki diisey hat boyunca bulunarak
buradan seklin yatay hattma (bu hat anortitin molekiil
yuizdesini gdsterir) bir paralel cizilir; bu paralelin be-
lirleyici egriyi kestigi noktadan da diisey kenara bir
paralel cizilerek plajiyoklasm anortit yiizdesi bulunmui
olur.

Ornegimizde:
Ko (g) —— X)) = 20 () —— 20(,,7)
= 31,24 — 30,08
= 116 —> Albit (An;_,)

bulunur,

SONUC
X—ray difraksiyon analizlerinin kontrol edilmesini
ve bhiylece daha saglikh sonuclara ulasilmasimi sagla-
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mak i¢in standart sapma yonteminin uygulanmasinda
biiyiik yarar vardir. Bunun Isin de ayn1 bir kayag 6rne-
jflAin birden fazla analizinin yapilmasi ve bdylece hata
paymm hesabedilebilmesini miimkiin kilmak gerekir.

KATKI BELIBTME

Yazar, bu cali§malanmni siirdiiriirken yakin ilgilerini
fordiifii "University College of Wales" in Jeoloji bolii-
mii elemanlarina ve Ozellikle H. A. Edwards'a tesekkiirii
bir bor¢ bilir,

BEOINTIOM BELGELER

Bambauer, H.U., Oorlett, M. Eberhard, E, Gubser, R;
Laves, F; Nissen, H.U, Viswanathan, K, 1965,
Variations in x-ray powder patterns of low
structural state plagioelases, Schweiz. Min Petr,
Mitt,, e, 45/1, s, 327-830,

Bambauer, H.IJ. Oollett, M. Eberhard, E. Viswanathan»
K., 1967, Diagrams for the determination of
plagioelases using x-ray powder methods.
Schweiz, Min, Petr, Mitt, c, 47, s. 333-340,

54 JHOLOJI MUHBNDISLitG"/MAYIS 1982

Gay, P,, 1953, The structures of the plagioclase
feldspars: III, An x-ray study of anorthites and
bytownites, Min. Mag., ¢, 30, s, 169-177,

Geng, S., 1977, Geological evolution of the southern
margin of the Bitlis massif, Lice-Kulp district, SE
Turkey, Yayinlanmamis, doktora tezi, University
of Wales, Ingiltere,

Goodyear, J, Duff in, W.J., 1954, The identification and
determination of plagioclase feldspars by the
x-ray powder method, Min, Mag., c. 30, 306-326,
~ .. 1955, The determination of composition and
thermal history of plagioelases by the x-ray
powder method. Min, Mag,, c. 30, s, 648-656,

Moroney, M.J., 1975, Facts from figures. 472 s., Penguin
Serisi, London,

Smith, J.V, 1956, The powder patterns and lattice
parameters of plagioclase feldspars, 1, The soda
rich plagioelases. Min,_ Mag,, c. 31, s. 47-68,

Smith, J,R, Yoder, H.S, Jr., 1956, Variations in x-ray
powder diffraction patterns of plagioclase
feldspars, Am, Min., c. 41, s. 632-647.





